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	5.3.1.2 장식면의 일부를 비추는 장식조명(장식면 최소 휘도 대비 최대 휘도 비가 50 초과)은 장식면의 최대 휘도 발생지점을 측정영역에 포함하고 최대 휘도의 배 지점을 연결한 4각형 이상 다각형 영역을 측정영역으로 한다. 단, 장식면 둘레는 최대 휘도의 배를 초과해도 그 둘레를 다각형 영역의 테두리에 포함한다. 또 독립된 동일한 형태로 장식조명이 반복되면 가장 밝을 것으로 예상되는 장식면만 측정영역으로 선정·측정한다.
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	5.3.1.3 발광부위가 면조명이나 면조명 형태로 외부에 직접 노출된 장식조명의 휘도 측정영역은 발광부위 전체로 한다. 단, 발광부위가 둘 이상으로 구분되면 가장 밝을 것으로 예상되는 발광부위를 측정영역으로 선정·측정할 수 있다. 
	5.3.1.4 발광부위가 선조명 또는 선조명 형태(빛공해 유발지점에서 관측했을 때 선 형태로 장식된 조명)로 외부에 직접 노출된 장식조명의 휘도 측정영역은 선조명 발광부위 전체로 한다. 단, 동일한 형태로 선조명이 반복되면 가장 밝을 것으로 예상되는 선조명을 측정영역으로 선정·측정할 수 있다.
	5.3.1.5 발광부위가 점조명 또는 점조명 형태(빛공해 유발지점에서 관측했을 때 점 형태로 장식된 조명)로 외부에 직접 노출된 장식조명의 휘도 측정영역은 점조명 발광부위 전체로 한다. 단, 동일한 형태로 점조명이 반복되면 가장 밝을 것으로 예상되는 점조명을 측정영역으로 선정·측정할 수 있다.
	5.3.1.6 5.3.1.1 ∼ 5.3.1.5의 장식조명이 혼재하면 가장 밝을 것으로 예상되는 조명을 측정영역으로 선정·측정할 수 있다.
	5.3.1.7 피해가 예상되는 적절한 측정시각에 장식조명 발광표면이 가급적 면휘도계 시야각 안에 가득하게 측정면을 선정·측정하여 측정영역 내의 휘도 평균값을 측정휘도로 한다. 단, 광원의 설치환경(높이, 거리, 크기 등)을 고려해 면휘도계 시야각 안에 측정대상 조명의 발광표면을 모두 포함할 수 없을 때만 측정면을 분할하여 측정할 수 있다.
	5.3.1.7 피해가 예상되는 적절한 측정시각에 장식조명 발광표면이 가급적 면휘도계 시야각 안에 가득하게 측정면을 선정·측정하여 측정영역 내의 휘도 평균값을 측정휘도로 한다. 단, 광원의 설치환경(높이, 거리, 크기 등)을 고려해 면휘도계 시야각 안에 측정대상 조명의 발광표면을 모두 포함할 수 없을 때만 측정면을 분할하여 측정할 수 있다.
	5.3.1.8 ISO (감도)는 400 이하로 함을 원칙으로 한다.
	5.3.1.9  예비 조사를 실시해 빛이 과다노출 (overflow)되지 않도록 조리개와 노출시간을 미리 확인한다.
	5.3.1.10 노출시간은 2개 이상 조건으로 빛이 과다노출되지 않도록 설정하여 측정한다. 단, 적정 노출시간을 안내해주는 기능이 있거나 자동 설정 기능이 있으면 단일 노출시간으로 설정하여 측정할 수 있다.
	5.3.1.11 점멸조명일 때 노출시간은  또는 초와 가장 인접한 노출시간으로 하고 조리개는 빛이 과다노출되지 않도록 설정하여 연속으로 2회 이상 측정한다. 이와 관련해 자동으로 조리개와 노출시간 조건을 설정하는 기능이 있으면 그 기능에 따른다. 
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	5.3.2.4 점조명(빛공해 유발 예상 지점에서 관측했을 때 점 형태로 장식된 조명)의 발광표면 휘도 측정영역은 점휘도계 접안렌즈를 통해 바라본 점휘도계 측정각 면적이 장식조명 발광면적과 같거나 작도록 한다.  
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	5.3.2.7 5.3.2.2 ∼ 5.3.2.4의 장식조명이 혼재하면 가장 밝을 것으로 예상되는 조명에 대해서 측정영역을 선정·측정할 수 있다.
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